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E ] Stary Wisnicz 289, 32-720 Nowy Wisnicz
f tel./ffax: +48 14 662 19 55

ELECTRONICS Laboratorium Fotometrii

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WYROBU

PN-EN 62471
Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych
oraz
Uptyw promieniowania UV-C poza urzadzenie dezynfekcji powietrza

Numer sprawozdania RAD_01.03.21_X1
Data wykonania 01.03.2021
Catkowita liczba stron 17

Konrad Ryncarz

. it
Badania przeprowadzi Jiistyma Wasniowskes

Sprawozdanie autoryzowat bilkase Kolaszewski

Normy/procedury & PN-EN 62471:2010 badanie czesciowe

Metody badari nieznormalizowane Pomiar natezenia promieniowania UV + VIS emitowanego na
zewnatrz urzgdzenia
Pomiar spektrum promieniowania UV + VIS emitowanego na
zewnatrz urzadzenia

Metody badan nieakredytowane N/A
Whioskodawca MILOO-ELECTRONICS sp. z 0.0.
Adres Stary Wisnicz 289,
32-720 Nowy Wisnicz
Opis obiektu badan Urzadzenie do dezynfekcji pomieszczen / Oczyszczacz powietrza
Znak towarowy ?é gl!:lﬁglg
Producent MILOO-ELECTRONICS sp. zo.0.
Model/Typ STERYLIS LIGHT AIR 60
Dane znamionowe 230 VAC, 50 Hz, kI. I, 52 W, 0,23 A
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a

MILOO-ELECTRONICS Sp. z 0.0., 32-720 Nowy Wisnicz, Stary Wig 281 sdl (1. ~o. . an rUlSka NIP: 679-27-42-423
tel: +48 14 662 19 55 , e-mail: biuro@emiloo.pl Sp. z0.0. Sp.k. REGON: 356556322
o S2enefGL CTICRSD CENTER Sp. 2o

ol Poznanska 70




ELECTRDNICS

«>» MILOO

Wykaz zatacznikow do sprawozdania:

Zalacznik A: Lista urzadzen badawczych oraz oprogramowania

Podsumowanie badan:

Podsumowanie badan produktu

Wykonane badania: (w przypadku badan N/A
czesciowych)
Data otrzymania probki: 01.03.2021
Data wykonania badania: 01.03.2021
Wyréb  spetnia  wymagania

normy PN-EN 62471:2010 dla
grupy ryzyka RGO.

Maksymalne natezenie
promieniowania z zakresu UV
emitowane poza urzgdzenie
zmierzone z odlegtosci 0,2 m nie
przekracza wartosci 0,000 W/m?

Group O

@

En 62471

Podsumowanie zgodnosci z réZnicami

klienta).

krajowymi (jezeli ma zastosowanie): g
Opinie i interpretacje, gdy jest to wtasciwe i N/A
potrzebne:

Inne dodatkowe informacje (wg zyczenia N/A

Warunki ogodlne dotyczace sprawozdania:

laboratorium wydajgcego.

ook w

1.  Wyniki badania przedstawione w niniejszym raporcie odnoszg si¢ tylko do badanego przedmiotu.
2. Niniejszy raport nie bedzie reprodukowany inaczej niz w catosci, bez pisemnego zatwierdzenia

.(Patrz zatagcznik #)” odnosi sie do dodatkowych informac;ji dotgczonych do raportu.
».(Patrz dotgczona tabela)” odnosi sie do tabeli dotgczonej do raportu.
W calym raporcie przecinek jest uzywany jako separator dziesietny.

Lista urzgdzen testowych musi by¢ przechowywana w pliku i dostepna do wgladu.

MILOO-ELECTRONICS Sp. Z 0.0., 32-720 Nowy Wisnicz, Stary Winicz 289

tel: +48 14 662 19 55 , e-mail: biuro@emiloo.pl

NIP: 679-27-42-423

REGON: 356556322
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Ogélne informacje o wyrobie

Oznaczenie obiektu badan: STERYLIS LIGHT AIR 60

MILOO-ELECTRONICS Sp. z 0.0.
Miejsce produkcji: Stary Wisnicz 289,
32-720 Nowy Wisnicz

1. Dezynfekcja powietrza w komorze promieniowaniem UV 253,7 nm

Tryby pracy:

Urzadzenie do dezynfekcji pomieszczern STERYLIS LIGHT AIR 60

Zasilanie: 230 VAC, 50 Hz

Moc znamionowa urzadzenia: 52 W

Typ lamp UV: 25 W/ G13

llos¢ lamp UV: 2

Moc elektryczna lamp UV: 50 W

Badana probka: Moc promieniowania UV emitowana przez lampy: 16,4 W
Komunikacja zewngtrzna: BRAK

Tryb pracy podczas wykonywania pomiaréw:

Dezynfekcja powietrza w komorze promieniowaniem UV-C
A= 253,7 nm TAK

Badane urzadzenie: Wymiary urzadzenia

555

e e

505

Rr

MILOO-ELECTRONICS Sp. Z 0.0., 32-720 Nowy Wisnicz, Stary Wisnicz 289 NIP: 679-27-42-423 3
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Tabliczka znamionowa

2 MILOO, |

ffFeLICHTIN

1571016000 - 0000
STERYLIS LIGHT AIR

ZPM001885121 4

P
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4 GRANICE EKSPOZYCJI

4.1 Postanowienia Ogéine -

Limity ekspozycji w tej normie sg nie mniejsze niz 0,01 ms i
nie dtuzsze niz 8-godzinny okres i powinny by¢ uzywane jako P
wskazniki przy kontroli ekspozycji.

Szczegdtowe dane widmowe Zrédta $wiatta sg na ogot
wymagane tylko wtedy, gdy luminancja zrédta przekracza P
10* cd-m2

4.3 Granice ekspozycji przy zagrozeniach -

Granice ekspozycji przy zagrozeniu skory i oka aktynicznym p
uv

Granica ekspozycji obejmujacej okres 8 godzin na skuteczne P
napromienienie wynosi 30 J.m

4.31

W celu ochrony oczu lub skéry przed uszkodzeniem wskutek
ekspozycji na promieniowanie nadfioletowe wytwarzane
przez zrédto szerokopasmowe, skuteczne, scatkowane Es = 0,0001978 W-m? P
widmowo natezenie napromienienia Es od Zrddta Swiatta nie
powinno przekracza¢ pozioméw okresionych przez:

400
Es-t=ZZEI(A,t)-Suy(A)-At-AlsSO]-m‘z P

200 t

Dopuszczalny czas ekspozycji na promieniowanie
nadfioletowe padajgce na niechronione oko lub skére nalezy P
obliczy¢ za pomoca wzoru:

trae= 30/Es s ;mx=30/(0,0001 978) =151668,35

432 Granica ekspozycji przy zagrozeniu oka bliskim UV -

W obszarze widmowym od 315 nm do 400 nm (UV-A)
catkowite napromienienie oka nie powinno przekracza¢ 10
000 J,m2 przy czasach ekspozycji dtuzszych niz 1000 s (w N/A
przyblizeniu 16 minut) natezenie napromienienia UV-A dla
niechronionego oka Eyva, nie powinno przekraczaé 10 W-m-2

Dopuszczalny czas ekspozycji na promieniowanie
nadfioletowe padajace na niechronione oko przy czasach N/A
krétszych niz 1000 s nalezy obliczy¢ przy uzyciu wzoru:

tmax < 10000/Euva S N/A

Granica ekspozycji przy zagrozeniu siatkowki Swiattem
4.3.3 niebieskim -

W celu ochrony siatkéwki oka przed fotochemicznym
uszkodzeniem wskutek chronicznej ekspozycji na $wiatto
niebieskie, scatkowana widmowa luminancja energetyczna
Zrodta $wiatta wazona z funkcjg skuteczno$ci widmowej N/A
zagrozenia $wiattem niebieskim B (1), tj. skuteczna
luminancja energetyczna $wiatta niebieskiego Lg nie powinna
przekracza¢ pozioméw okres$lonych nastepujaco:

700

L,,-t=ZZLA(A,t)-B(l)-At-AAsmﬁ Jom2.srt WA
300 ¢
(dlat <10%s)

R~

MILOO-ELECTRONICS Sp. Z 0.0., 32-720 Nowy Wisnicz, Stary Wisnicz 289 NIP: 679-27-42-423 5
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700
LB=ZL,1'B(2)-AASIOO W.m=2.sr1 "

300
(dlat > 10%s)

Granica ekspozycji przy zagrozeniu siatkéwki $wiattem

434 niebieskim — mate zrédio

Widmowe natezenie napromienienia przy oku E,, wazone z
funkcjq skutecznos$ci widmowej zagrozenia Swiattem N/A
niebieskim $wiatta B () (patrz Tablica 4.2), nie powinno
przekraczaé pozioméw okreslonych nastepujaco:

700
Ep-t= ZZEA (4 )-B(A)-4t-AA< 100 J-m™2
300 ¢ N/A
(dlat < 1005s)

700

— . . .m—2
By = ;EA B(A)-41<1 W-m N/A
(dlat > 100s)

4.3.5 Granica ekspozycji przy zagrozeniu termicznym siatkowki -

W celu ochrony siatkéwki przed uszkodzeniem termicznym,
zintegrowana widmowa luminancja energetyczna zrédta
$wiatta L, wazona z funkcjg skutecznosci widmowej
zagrozenia termicznego siatkéwki R(1) (z Rysunku 4.2 i N/A
Tablicy 4.2), tj. skuteczna luminancja energetyczna
zagrozenia termicznego siatkéwki nie powinna przekraczaé
pozioméw okreslonych ponizej:

= 50000
Lp= ZLA-R(A)-AASW W - m™2.sr7?
380 « N/A

10us<t<10s

Granica ekspozycji przy zagrozeniu termicznym siatkéwki —

48,6 staby bodziec wizualny

Dla promiennika lampowego podczerwieni lub zrédta bliskiej
podczerwieni, dla ktérych staby bodziec wizualny jest
nieadekwatny do wywotania niepozgdanej reakcji, luminancja N/A
energetyczna w bliskiej podczerwieni Lir (od 780-1400 nm)
widziana przez oko, dla czaséw ekspozycji dtuzszych niz 10
s, powinna by¢ ograniczona do wartosci:

1400
6000
Ligp = ZLA-R(A)-AAST W.m2.sr71 N/A
780
t>10s

Granice ekspozycji przy zagrozeniu oka promieniowaniem

4.3.7 podczerwonym

W celu unikniecia termicznego uszkodzenia rogéwki oka i
mozliwych pézniejszych skutkéw w soczewce oka

(kataraktogenezy) ekspozycja oczu na promieniowanie N/A
podczerwone Er w zakresie dtugosci fal od 780 nm do 3000
nm, dla czaséw ktérych niz 1000 s, nie powinna przekraczaé:

3000
B2 Z Ej - 41 < 18000 - £=°75 W - m~2 -
780

t <1000s

MILOO-ELECTRONICS Sp. Z 0.0., 32-720 Nowy Wisnicz, Stary Wisnicz 289 NIP: 679-27-42-423
tel: +48 14 662 19 55, e-mail: biuro@emiloo.pl REGON: 356556322
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Przy czasach ekspozycji dtuzszych niz 1000 s granice
okresla wzér:

N/A

3000
Eg= ZEA~M.5100 W - m?

780
t>1000s

N/A

4.3.8

Granica ekspozyciji przy zagrozeniu termicznym skoéry

Napromienienie skéry w obszarze widzialnym i podczerwieni
(od 380 do 3000 nm) nalezy ograniczy¢ do wartosci:

N/A

3000

Bpymolb= ZZE2 (,6) - At - 42 < 20000 - t°%5 [ . m~2
300 ¢t
(t < 10s)

N/A

POMIAR LAMP | SYSTEMOW LAMPOWYCH

5.1

Warunki pomiaru

Warunki pomiaru powinny by¢ zamieszczone jako cze$é
oceny dotyczacej granicy ekspozycji i wyznaczenia
klasyfikacji ryzyka

Starzenie sie lamp (sezonowanie)

Starzenie lamp powinno by¢ wykonane tak, jak to ustalono w
odpowiedniej normie IEC dotyczacej lamp

N/A

Srodowisko badan

Przy specyficznych warunkach badania nalezy uwzgledni¢
odpowiednie normy IEC dotyczace lamp lub przy braku
takich norm, odpowiednie normy krajowe lub zalecenia
producenta

N/A

Promieniowanie niepozgdane

Zaleca sie¢ wykona¢ staranne sprawdzenia w celu
upewnienia si¢, ze zewnetrzne zrodta promieniowania i
odbicia nie dodajg sie znaczaco do wynikéw pomiaru

Dziatanie lampy

Dziatanie lampy badanej powinno by¢ zgodne z ustaleniami:

- odpowiedniej normy IEC dotyczacej danej lampy, lub

- zaleceniami producenta

Dziatanie systemu lampowego

Zrédto mocy zapewniajgce dziatanie lampy badanej powinno
by¢ zgodne z ustaleniami :

- odpowiedniej normy IEC, lub

N/A

- zaleceniami producenta

N/A

5.2

Procedura pomiaru

521

Pomiary natezenia napromienienia

Minimalna $rednica apertury wejSciowej powinna wynosi¢
7 mm.

MILOO-ELECTRONICS Sp. Z 0.0., 32-720 Nowy Wisnicz, Stary Wisnicz 289
tel: +48 14 662 19 55, e-mail: biuro@emiloo.p!

NIP: 679-27-42-423
REGON: 356556322
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Maksymalna Srednica apertury wej$ciowej powinna wynosi¢
50 mm.

Pomiar nalezy wykona¢ w takim potozeniu wigzki, w ktérym
otrzymuje si¢ maksymalny odczyt

Przyrzad nalezy wywzorcowacé do odczytu bezwzglednych
wartosci strumienia energetycznego padajgcego na
jednostke powierzchni pola odbioru

522

Pomiary luminancji energetycznej

5.2.21

Metoda standardowa

Pomiary wykonywane za pomocg uktadu optycznego

Przyrzad powinien by¢ wywzorcowany do odczytéw w
jednostkach bezwzglednych strumienia energetycznego
padajacego na jednostke pola odbioru i na jednostke kata
odbiorczego usrednionego po polu widzenia (FOV) przyrzadu

5.2.2.2

Metoda alternatywna

Alternatywnie do stanowiska pomiarowego do wyznaczania
luminancji energetycznej, stanowisko pomiarowe do pomiaru
natezenia napromienienia z kotowym ogranicznikiem pola
umieszczonym przy zrodle moze by¢ uzyte do wykonania
pomiaréw luminancji energetyczne;j.

N/A

523

Pomiar wielko$ci zrédta

Wyznaczenie kata a tworzonego przez zrédto, wymaga
wyznaczenia 50% punktéw emisji Zrodta

524

Pomiar szerokos$ci impulséw zrédet impulsowych

Wyznaczenie At, nominalnego czasu trwania impulsu zrédta,
wymaga okreslenia czasu, w ktérym emisja jest > 50% jego
wartos$ci szczytowe;.

N/A

5.3

Metody analizy

5.3.1

Interpolacje krzywej skutecznosci

W celu znormalizowania interpolowanych wartosci, zalecane
jest uzycie liniowej interpolacji na logarytmach okreslonych
warto$ci do otrzymania punktéw posrednich przy
wymaganych odstepach dtugosci fali

Patrz tabela 4.1

N/A

5.3.2

Obliczenia

Obliczanie warto$ci zagrozenia zwigzanego ze Zzrédiem
powinno by¢ wykonane przez wazenie widmowe skanu z
pomoca odpowiedniej funkgcji i obliczenie catkowitej
skutecznej energii.

5.3.3

Niepewnos$¢ pomiaru

Jakos$¢ wszystkich wynikéw pomiarowych powinna by¢
okreslona iloSciowo przez analize niepewnosci.

KLASYFIKACJA LAMP

Dla potrzeb niniejszej normy zdecydowano, ze wartosci te
powinny by¢ przedstawione nastepujgco:

Dla lamp przeznaczonych do uzytku w o$wietleniu og6inym,
warto$ci zagrozenia powinny byé podane albo jako warto$ci
natezenia napromienienia, albo jako warto$ci luminancji
energetycznej, przy odlegtosci, przy ktérej wytwarzajg
natezenie oswietlenia rowne 500 lukséw, jednak odlegtos¢ ta
nie powinna by¢ mniejsza niz 200 mm

MILOO-ELECTRONICS Sp. Z 0.0., 32-720 Nowy Wisnicz, Stary Wisnicz 289
tel: +48 14 662 19 55 , e-mail: biuro@emiloo.pl

NIP: 679-27-42-423
REGON: 356556322

N/A
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Dla wszystkich innych zrédet $wiatta, wigczajac w to
impulsowe zrédta lampowe, warto$ci zagrozenia powinny by¢ P
podane przy odlegto$ci 200 mm

6.1 Lampy o dziataniu ciggtym -

6.1.1 Grupa wolna od ryzyka -

Do grupy wolnej od ryzyka nalezg lampy, ktére nie stanowig
Zadnego zagrozenia fotobiologicznego odpowiadajacego

zagrozeniom przedstawionym w niniejszej normie. -
Wymaganie to jest spetnione przez kazda lampe, ktéra nie

stwarza:
- zagrozenia nadfioletem aktynicznym (Es) w ciggu 8 godzin P
ekspozycji (30000 s), ani
- zagrozenia nadfioletem bliskim (Eyva) w ciggu 1000 s (okoto N/A
16 min), ani
- zagrozenia siatkowki $wiattem niebieskim (Lg) w ciagu N/A
10000 s (okoto 2,8 h), ani
- zagrozenia termicznego siatkowki (Lr) w ciggu 10 s, ani N/A
- zagrozenia oka promieniowaniem podczerwonym (Er) W N/A
ciggu 1000 s

6.1.2 Grupa ryzyka 1 (niskiego ryzyka) -

Do grupy ryzyka 1 naleza lampy, ktére nie stwarzajg
zagrozenia z powodu normalnych ograniczen ekspozycji w
warunkach uzytkowania. Wymaganie to jest spetnione przez N/A
kazdag lampe, ktora przekracza granice grupy wolnej od
ryzyka, ale ktéra nie stwarza

- zagrozenia nadfioletem aktynicznym (Es) w ciggu 10000 s, N/A
ani

- zagrozenia nadfioletem bliskim (Eyva) W ciggu 300 s, ani N/A
- zagrozenia siatkéwki $wiattem niebieskim (Lg) w ciagu 100 N/A
s, ani

- zagrozenia termicznego siatkéwki (Lr) w ciggu 10 s, ani N/A
- zagrozenia oka promieniowaniem podczerwonym (Er) W N/A
ciggu 100 s

Lampy, ktére emitujg promieniowanie podczerwone bez
silnego bodzca wizualnego (tj. mniej niz 10 cd-m2) i nie N/A
stwarzajg zagrozenia bliska podczerwienig (Lir) w czasie 100
s ekspozyciji, sg zaliczane do grupy ryzyka 1 (niskie ryzyko)

6.1.3 Grupa ryzyka 2 (umiarkowane ryzyko) -
Wymaganie to jest spetnione przez kazdg lampe, ktéra
przekracza granice grupy ryzyka 1 (niskie ryzyko), ale, ktéra N/A
nie stwarza
- zagrozenia nadfioletem aktynicznym (Es) w ciagu 1000 s, N/A
ani
- zagrozenia nadfioletem bliskim (Eyva) w ciggu 100 s, ani N/A
- zagrozenia siatkowki Swiatiem niebieskim (Lg) w ciagu N/A
0,25 s (reakcja obronna), ani
- zagrozenia termicznego siatkdwki (Lr) w ciggu 0,25 s N/A
(reakcja obronna), ani
- zagrozenia oka promieniowaniem podczerwonym (Er) w N/A
ciggu 10 s

Lampy, ktére emitujg promieniowanie podczerwone bez
silnego bodzca wizualnego (fj. mniej niz 10 cd-m2) i nie
stwarzajg zagrozenia siatkdwki bliskg podczerwienig (Lir) W N/A
czasie 10 s ekspozycji, sg zaliczane do grupy ryzyka 2
(umiarkowane ryzyko)

6.1.4 Grupa ryzyka 3 (wysokie ryzyko) -

MILOO-ELECTRONICS Sp. Z 0.0., 32-720 Nowy Wisnicz, Stary Wisnicz 289 NIP: 679-27-42-423 9 z\/
tel: +48 14 662 19 55 , e-mail: biuro@emiloo.pl REGON: 356556322
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Lampy, ktére przekraczajg granice grupy ryzyka 2
(umiarkowane ryzyko), sg zaliczane do grupy ryzyka 3
(wysokie ryzyko)

N/A

6.2

Lampy impulsowe

Kryteria dotyczace lamp impulsowych majg zastosowanie do
pojedynczego impulsu i do grupy impulsdw w ciagu 0,25 s.

N/A

Lampa impulsowa powinna by¢ oceniana przy najwyzszym
nominalnym obciazeniu okreSlonym przez producenta.

N/A

Okreslenie grupy ryzyka badanej lampy przeprowadza sie w
nastepujacy sposéb:

N/A

- lampa, ktdra przekracza granice ekspozycji, powinna by¢
sklasyfikowana jako nalezgca do grupy ryzyka 3 (wysokie
ryzyko)

N/A

- lampy z impulsem pojedynczym, lampy, ktérych skuteczne
napromienienie lub skuteczna dawka luminangji
energetycznej jest ponizej granicy ekspozycji, powinny by¢
sklasyfikowane jako nalezgce do grupy wolnej od ryzyka

N/A

- lampy z powtarzalnymi impulsami, lampy, ktérych
skuteczne napromienienie lub skuteczna dawka luminanciji
energetycznej jest ponizej granicy ekspozycji, powinny by¢
oceniane przy uzyciu kryteriéw dla lamp o dziataniu ciggtym
przedyskutowanych w Rozdziale 6.1, z uzyciem warto$ci
emisji impulsowej usrednionych po czasie

N/A

MILOO-ELECTRONICS Sp. Z 0.0., 32-720 Nowy Wisnicz, Stary Wisnicz 289
tel: +48 14 662 19 55, e-mail: biuro@emiloo.pl

NIP: 679-27-42-423
REGON: 356556322
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Tabela 4.1 | Funkcja skuteczno$ci widmowej do oceny zagrozen skéry i oka nadfioletem

Dtugosé fali’ Funkcja zagrozenia UV Dtugosé¢ fali Funkcja zagroZzenia UV
A, nm Suv(A) A, Nm Suv(A)
200 0,030 313* 0,006
205 0,051 315 0,003
210 0,075 316 0,0024
215 0,095 317 0,0020
220 0,120 318 0,0016
225 0,150 319 0,0012
230 0,190 320 0,0010
235 0,240 322 0,00067
240 0,300 323 0,00054
245 0,360 325 0,00050
250 0,430 328 0,00044
254* 0,500 330 0,00041
255 0,520 333* 0,00037
260 0,650 335 0,00034
265 0,810 340 0,00028
270 1,000 345 0,00024
275 0,960 350 0,00020
280* 0,880 355 0,00016
285 0,770 360 0,00013
290 0,640 365* 0,00011
295 0,540 370 0,000093
297* 0,460 375 0,000077
300 0,300 380 0,000064
303* 0,120 385 0,000053
305 0,060 390 0,000044
308 0,026 395 0,000036
310 0,015 400 0,000030

1 Wybrane dtugosci fal sg reprezentatywne: inne warto$ci nalezy uzyska¢ za pomocg interpolacji logarytmicznej przy

posrednich dtugosciach fal.

* Linie emisyjne widma roztadowania rteci.
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Tabela 5.4 Zestawienie granic ekspozycji na powierzchni skéry lub rogéwki oka
i (wartosci oparte na natgzeniu napromienienia)
Granica ekspozycji
Czas Apertura 5
—— Zakres . =T wyrazona przez
N Odpowiednie . trwania ograniczajaca N P
Nazwa Zagrozenia réwname dtugosci fali ekspozycii | radian(stopier) stale na.tez.em_e
nm napromienienia
sekunda W-m2
Zagrozenie skory i
aa E; = Z E;-S(A)-41 | 200 - 400 < 30000 1,4 (80) 30/t
promieniowaniem S & '
aktynicznym UV
Zagrozenie oka
A . _ . B <1000 10000/t
promlﬁ\l;o_vxamem Eyya = ZE} a1 315 -400 >1000 1,4 (80) 10
Zagrozenie oka
Swiatlem niebieskim | Ej = Z E;+B(A)-44 | 300-700 5188 <0,011 190k
— male 3rédio > "o
Zagrozenie oka _ <1000 18000/t ©75
podczerwienig Err = Z Byl Lty >1000 T(50) 100
Zagrozenie _ .
termiczne skéry Ey = Z Ey - 42 380 - 3000 <10 2msr 20000/t %75
MILOO-ELECTRONICS Sp. Z 0.0., 32-720 Nowy Wisnicz, Stary Wisnicz 289 NIP: 679-27-42-423 12 Q/
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PRZEBIEG BADANIA

1. Metodyka pomiaru uptywu promieniowania UV-C na zewnatrz urzadzenia.

METODYKA

Urzadzenie pomiarowe

Spektroradiometr GL SPECTIS 5.0 Touch

lloéé punktéw, dla ktérych
wyznaczono natezenie
promieniowania

Lokalizacja punktdw, dla ktérych
wyznaczono wartosci natezen
promieniowania

Pomiaréw dokonywano w promieniu 0,2 m od
urzadzenia w potowie szerokosci urzadzenia.
Lokalizacja punktow pomiarowych przedstawiona jest

na Rysunkach 1i 2.

Pomiar natezenia
promieniowania

Dla kazdego punktu oznaczonego na grafice w 1.1
zmierzono natezenie promieniowania. Wyznaczono
nastepnie moc promieniowania w zakresie 200-400

nm.
Pomiary wykonane zostaty w ciemni fot

ometrycznej.

1.1 Widok pogladowy na punkty w przestrzeni, w ktérych wykonano pomiary.
Kierunek strzatek na rysunku oznacza kierunek glowicy pomiarowej — dla kazdego punktu glowica

skierowana byta w strone urzadzenia.

Pkt.2

Pkt.3

Pkt.5

MILOO-ELECTRONICS Sp. z 0.0., 32-720 Nowy Wisnicz, Stary Wiénicz 289

tel: +48 14 662 19 55, e-mail: biuro@emiloo.pl

NIP: 679-27-42-423
REGON: 356556322
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1.2 Uktad pomiarowy.

1. Spektro-radiometr
2. Gtowica pomiarowa
3. Urzadzenie STERYLIS LIGHT AIR 60

MILOO-ELECTRONICS Sp. Z 0.0., 32-720 Nowy Wisnicz, Stary Wisnicz 289 NIP: 679-27-42-423 15 ‘Q >
tel: +48 14 662 19 55 , e-mail: biuro@emiloo.pl REGON: 356556322
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2. Wyniki pomiaréw natezenia promieniowania.

H [m] Punkt al] A [nm] P [W/im?] Es [W/m2] A [nm] P [W/im?]
1 90 0,00000 0,00000 0,00019
2 90 0,00000 0,00000 0,00077
0.3 3 30 Y 0,00000 0,00000 Ve 0,00034
: 200-400 ’ : 400-780 '
4 30 0,00014 | 0,0001978 0,00000
5 60 0,00013 0,00000 0,00008

3. Przyktadowe zmierzone widmo.

mwim¥nm

20

(23

00 Ay iy e —
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Zatacznik A

Lista urzadzen badawczych oraz oprogramowania

.GL Spectrosoft”

Data
Opis sprzetu Producent Model Nr seryjny kalibracji
Optyczny GL Optic GL Spectis 5.0 Touch Xti050264 14.04.2020
spektrometr
Oprogramowanie GL Optic : ) )

MILOO-ELECTRONICS Sp. Z 0.0., 32-720 Nowy Wisnicz, Stary Wisnicz 289
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